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Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gema73 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt __5 Blatter. 

[x] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 

1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefiihrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

in der internationalen Anmeldung in Schrifiicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die ErklSrung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgeiegt. 

Die Erklamng, daft die in computerlesbarer Form erfaftten Informationen dem schriftiichen Sequenzprotokoll entsprechen 
wurde vorgeiegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| ] wurde der Wortlaut von der Beh6rde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

|~^~[ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _j 



[xj wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

[ | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Reche rente rter Mindesfpriifstoff (Klassilikationssystem und KJassilikationssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nichl zum Mindestprutstofl gehorende Veroffenllichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete lallen 
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US 2002/130354 Al (ISHII KENICHI 
19. September 2002 (2002-09-19) 
Absatz '0055! - Absatz '0074!; 
Abbildungen 2-32 



ET AL) 



X 




US 4 996 574 A (SHIRASAKI MASAHIR0) 
26. Februar 1991 (1991-02-26) 
Zusammenfassung; Abbildung 4 



1,10 



US 5 683 918 A (MILLER JAMES W 
4. November 1997 (1997-11-04) 
Zusammenfassung; Abbildung 4 



ET AL) - i - 
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Weilere Veroffenllichungen sind der Forlselzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



• Besondere Kalegorien von angegebenen Veroffenllichungen 
•A" Veroffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert. 
aber nicht ats besonders bedeutsam anzusehen ist 

'E" atteres Dokument. dasjedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

'L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlicbungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegl werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgetuhrt) 

O* Veroffentlichung. die sich aut eine mundliche Off enbarung. 

eine Benutzung. eine Aussletlung oder andere MaGnahmen bezieht 
P* Veroffentlichung. die vor dem internationalen Anmeldedatum. aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



*T Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnisdes der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundebegenden 
Theorie angegeben ist 

•X* Veroffentlichung von besonderer Bedeulung; die beanspruchle Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nichl als neu oderauf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend belrachtet werden 

*Y* Veroffentlichung von besonderer Bedeulung; die beanspruchle Erfindung 
kann nicht als aul erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mil einer oder mehreren anderen 
Veroffenllichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung liir einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie isl 
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HWANG J M ET AL: "Premature breakdown in 
non-fully depleted SOI/MOSFETs with 
body-tied-to-source structure" 
SOI CONFERENCE, 1991. PROCEEDINGS, 1991., 
IEEE INTERNATIONAL VAIL VALLEY, CO, USA 
1-3 OCT. 1991, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 

1. Oktober 1991 (1991-10-01), Seiten 
34-35, XP010052868 
ISBN: 0-7803-0184-6 

Abbildung 4 
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DAUN F L ET AL: "Design and analysis of a, > 
novel mixed accumulation/inversion mode FD'X} 
SOI M0SFET" l 
SOI CONFERENCE, 1997. PROCEEDINGS., 1997 
IEEE INTERNATIONAL FISH CAMP, CA, USA 6-9 
OCT. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 
6. Oktober 1997 (1997-10-06), Seiten 
100-101, XP010256224 
ISBN: 0-7803-3938-X 
Zusammenfassung; Abbildung 4 

MCDAID L J ET AL: "SUPPRESSION OF LATCH 

IN SOI MOSFETS BY SILICIDATION OF SOURCE" ^ 

ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAGE, GB, 

Bd. 27, Nr. 11, 23. Mai 1991 (1991-05-23), 

Seiten 1003-1005, XP000232464 

ISSN: 0013-5194 

Zusammenfassung; Abbi ldung 1 
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SLEIGHT J W ET AL: "DC AND TRANSIENT 
CHARACTERIZATION OF A COMPACT SCHOTTKY 
BODY CONTACT TECHNOLOGY FOR SOI 
TRANSISTORS" 

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 
IEEE INC. NEW YORK, US, 

Bd. 46, Nr. 7, Juli 1999 (1999-07), Seiten 

1451-1456, XP000928441 

ISSN: 0018-9383 

Seite 1452; Abbildung 4 



CRISTOLOVEANU S ET AL: "Recent advances 
in SOI materials and device technologies 
for high temperature" 
HIGH-TEMPERATURE ELECTRONIC MATERIALS, 
DEVICES AND SENSORS CONFERENCE, 1998 SAN 
DIEGO, CA, USA 22-27 FEB. 1998, NEW YORK, 
NY, USA, IEEE, US, 

22. Februar 1998 (1998-02-22), Seiten 
86-93, XP010313523 
ISBN: 0-7803-4437-5 
Seite 89 
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